
デジタルフォトンカウンティング
X線イメージャーの開発

Digital  Photon-‐‑‒counting  X-‐‑‒ray  Imager
フルスペクトルＣＴに向けたフォトンカウンティングＸ線検出器	  

Photon-‐coun*ng	  X-‐ray	  Detector	  for	  full-‐spectrum	  CT	

●ＣＴの低被ばく化、⾼高機能化に有⽤用な
ワイドダイナミックレンジフォトンカ
ウンティングＸ線検出器

●開発⽬目的

⼤大幅な低被ばく化を可能にする⾼高感度度X線
検出器のデバイスと信号処理理技術を開発し
た。⾼高抵抗半導体放射線検出器による⾼高感
度度化・⾼高画質化に加え、フォトンカウン
ティングの波形処理理に⾼高速デジタル信号処
理理を採⽤用し、独⾃自の波形処理理アルゴリズム
と、半導体検出器に最適なアナログ/デジタ
ル回路路で従来にない広いダイナミックレン
ジを実現した。

●ニーズ
次世代のX線CTとして、１）低被ばく化、
２）材料料識識別などの⾼高機能化、３）切切れの
良良い画像取得のための⾼高コントラスト化の
３つが望まれている。本技術によりこれら
の課題を根本的に解決しつつ、産業レベル
で利利⽤用可能な検査速度度を実現可能である。
医療療⽤用CTや検査装置など、アプリケーショ
ンに応じて求められるフレームレートが異異
なるため、アナログ回路路とデジタル回路路を
分離離した本設計では、デジタル回路路のみの
変更更でそれらに対応可能であるのが特徴で
ある。

モジュールアレイ

装置（CTスキャナ）

⾼高抵抗半導体検出器
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図1 　 　
半導体検出器のCT装置への適⽤用イメージ

図２
⾼高速デジタル信号処理理を⽤用いた新信号処理理ブロックダイアグラムと
アナログ信号処理理技術を中⼼心とした従来法の⽐比較
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http://www.anseen.com
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装置・技術の特徴	

埋め込み接合形成技術（レーザドープ）
• 特性を左右するダイオード接合をCdTe内部に形成
• 従来品以上の性能 　＋ 　原理理的に量量産適応 　＋ 　簡易易な実装配線
à  半導体デバイス（素⼦子+回路路）化時の量量産コストの⼤大幅軽減
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従来品（オーミックCdTe）
• ダイオード接合：なし
• 特性は普通 　＋ 　擦り・傷に強い
• 普及品、量量産実装対応品

従来品（ショットキーCdTe）
• ダイオード接合：表⾯面
• 特性が良良い 　＋ 　擦り・傷に弱い（表⾯面に依存）
• ⾼高性能化には複雑な実装配線が必要
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●⾃自動実装に対応した⾼高抵抗半導
体検出器とデジタル技術信号処
理理
本技術では、従来より⽤用いられている
ショットキー型半導体放射線検出器に⽐比べ
て、低ダーク電流流化ができ、かつ機械強度度
を⾼高め⾃自動実装機に対応できる点で優れて
いる。ピクセル集積化の⾃自由度度も⾼高く、各
種アプリケーションに対応した形状を製造
可能。また、コア回路路のデジタル化により、
画像処理理ソフトウェアとの親和性も⾼高まり、
開発コストを⼤大幅に圧縮することができる。

●従来技術との違い
従来の信号処理理ではX線の強度度差しかわから
ず、かつ、その差を知るために多量量のX線照
射が必要であった。フォトンカウンティン
グ⽅方式では、フォトン1つから検出可能であ
り、かつエネルギー情報も同時に取得する
ことが可能であるため、⼤大幅な⾼高感度度化と
同時にエネルギーを⽤用いる材料料識識別の実現
を可能とする。
独⾃自の波形処理理アルゴリズムと処理理回路路で、
従来のフォトンカウンティング処理理の⽋欠点
であったダイナミックレンジの狭さを⼤大幅
に改善し、産業機器での利利⽤用を可能とした。
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図４ 　
イメージングの⽐比較（約1/100の線量量）

図３ 　
低ダーク電流流型半導体放射線検出器の製造⽅方法
従来⼿手法との⽐比較

製品化・実⽤用化への展望

基盤技術および基本デバイスは既に開発済みであり、ANS-‐‑‒XDS001として既に⺠民間企業、研究機関、
⼤大学等に販売しており、フォトンカウンティングCT検証⽤用途に利利⽤用されている。現在、ラインセン
サの開発を⾏行行っており実時間でイメージングが可能なプロトタイプの発表が出来る⾒見見通しである。
また、アプリケーションソフトウェアも提供可能であり、イメージング⽤用途のみでなく、⾼高線量量環境
化でのスペクトル計測や核種同定、X線管の線質測定のために利利⽤用され始めている。
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図５ 　株式会社ANSeeN  フォトンカウンティング放射線検出器製品群

環境線量量モニタ「もに太くん」 ⾼高線量量モニタANS-‐‑‒XDS001 中性⼦子計「中性⼦子もに太くん」 「もに太くんTouch」 PCラインセンサ基板


